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立式光弹仪 

型号：ANA6000P-V 

 

 

 

产品简介： 

产品名称：立式光弹仪 

型    号：ANA6000P-V 

应    用：测试 SiC 晶圆、手机膜、显示屏、石英玻璃等器件内部的应力双折射/残余应力，

以图像形式直观观察被测件的应力分布和应力集中情况。 

 

安赛斯光弹系数测试仪(ANA6000P-V)是应用偏振光干涉原理对应力作用下能产生人工双

折射材料做成的力学构件模型进行实验应力测试的仪器，简称光弹仪。应用它可以测试 SiC 晶

圆、手机膜、显示屏、石英玻璃等器件内部的应力双折射/残余应力，以图像形式直观观察被测

件的应力分布和应力集中情况。 

 

主要技术参数： 

1. 测试面积（即光源尺寸） 

标准尺寸为 300 mm×300mm，其它尺寸可以定制，最大 600mm×500mm； 
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2. 相机参数 

2248*2048 原始分辨率，输出 4 幅 1224*1024 的偏振图像。帧率 36 或 79。 

3. 应力双折射量程  

基本型: 量程为工作波长的 1/4（以红光为例，量程即 157.5nm）； 

增强型：2296nm。需要采用蓝、绿两种颜色的光源进行测试，并进行相位解包裹处理； 

 3.  测试分辨率与精度 

以 0.8mm 厚的钙钠玻璃为例：应力测试的分辨率为 0.2MPa：应力测试的精度：1.0MPa。 

应力双折射的测试分辨率：0.1nm, 精度：1.0nm； 

产品特色： 

与传统/常规的光弹仪相比，本光弹仪具有如下特点： 

1. 结构简单 

主要部件包括：偏振光源、倾斜平台（用于晶体试件测试）、滤光片转轮、像素偏振相机、

高配笔记本电脑（内存 16G 以上）及处理软件，不含任何可旋转的光学偏振器件。 

2. 操作简单，可以实现快速甚至实时测试  

只需一次拍照即可同时获取试件的相位差场和主应力方向场，避免了传统方法在定量测试

时的复杂操作，且在平面应力的条件下可以分离出各应力分量； 

3. 灵敏度高且不受环境光的干扰 

测试灵敏度是传统光弹法/设备的两倍（物理灵敏度），且无论相位差多小，都可以用最大

的灰度梯度图像表示（显示灵敏度高）；由于采用不同偏振图像之间的相减运算，使得测

试几乎不受环境光的干扰。 

4. 多种测试波长可选并快速切换 

切换方式包括 RGB 三色 LED 光源（中心波长分别为：625nm、525nm 和 465nm）的切

换以白光光源下不同的窄带滤光片的轮换。 

5. 可以根据客户要求定制产品 

在某些特殊情况下，客户需要用自己的相机和光源，我们可以根据需要对产品进行定制，

最大程度满足客户的需要。 
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安赛斯光弹仪工作原理 

设：圆盘试件（直径D, 厚度d）受对径压缩载荷 F 的作用，试件中心点O 的主应力分别

是： 

𝜎1 =
2F

πdD
 ; 𝜎2 = −

6F

πdD
               （1） 

 

根据应力-光学定律，应力双折射材料的主应力差与相位差（ϕ）的关系如下： 

 𝜙 =
2π

λ
𝐶𝑑(𝜎1 − 𝜎2)                （2） 

其中C 为待求的光弹系数，λ 为测试光的波长。 

将（1）（2）关联起来，有： 

𝜙 =
16F

λD
𝐶                    （3） 

通过光弹实验确定圆形试件中心点的位相差ϕ，即可得到光弹系数。 

 

 

光弹仪光路原理图 
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实验示意及应用范围： 

     利用应力双折射性质，在工程上可以制成各种机械零件的透明塑料模型，然后模拟零件

的受力情况，观察、分析偏振光干涉的色彩和条纹分布，从而判断零件内部的应力分布。 

 

对径压缩圆盘的相位差场分布 

 

  

应力双折射信息 
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圆盘径向受压实验：    

 

U 型块压弯组合实验： 

 

光弹性方法直观,能直接显示应力集中区域，并准确给出应力集中部分的量值；它不但可

以得到便捷应力而且能够求的结构的内部应力。特别是这一方法不受形状和载荷的限制，可以

对工程复杂结构进行应力分析。 
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